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Fourier-Transformations-Infrarot-Mikroskopie (FT-IR-Mikroskopie)

Infrarotstrahlung liegt in einem
energetischen Bereich, der von
Molekilbindungen durch Schwing-
ungsanregung absorbiert wird. Die
Absorbtionsbanden und -spektren
sind charakteristisch fir das unter-
suchte organische Material (Finger-
print). In der RMS Foundation steht
ein FT-IR-Mikroskop zur Charakte-
risierung und Identifikation orga-
nischer Materialien zur Verfiigung.
Es erlaubt die Untersuchung von
kleinsten Partikeln und Fasern (bis
hinunter in den Messbereich von 30
pm) und deren Identifikation an-
hand einer Spektrenbibliothek mit
mehr als 25’000 Referenzspekiren.

Bild 1: FTIR-Mikroskop Bruker LUMOS fir Messun-
gen in Transmission, Reflexion und ATR, gekoppelt
mit Makro Unit fir grosse Proben.

Das FT-IR-Mikroskop kann in den drei Mess-
modi ATR (abgeschwdchte Totalreflexion),
Transmission und Reflexion betrieben wer-
den. Fir die Untersuchung grésserer Pro-
ben ist ein zusatzliches konventionelles
FT-IR-Spektrometer (Makro Unit) am Mi-
kroskop angeschlossen (Bild 1). Mit der
Motorisierung in x/y/z-Richtung und der
Mapping-Technik kann die chemische Zu-

sammensetzung inhomogener Strukturen
visualisiert werden.

Beispiel 1: Ultrahochmolekulares Poly-
ethylen (UHMWPE) wird in der Orthopéddie
seit Jahren fir Hiftpfannen eingesetzt. Bei
Anwesenheit von Sauerstoff weist bestrahl-
tes UHMWPE eine schlechte Langzeitbe-
standigkeit gegen Oxidation auf (Verspré-
dung). Durch Zusatz von geringen Mengen
Vitamin E (Antioxidans) werden freie Ra-
dikale abgebunden. Dies stabilisiert das
Material durch Verhinderung der oxidati-
ven Schadigung. Bild 2 zeigt ein Oxida-
tionsindex-Tiefenprofil nach ASTM F2102
von einem Explantat aus konventionellem
UHMWPE (nicht stabilisiert) mit einer aus-
gepragten Oxidation des Materials. Der
Oxidationsindex beschreibt das Verhdltnis
des Absorbtionspeaks bei 1720 cm™’ nor-
miert mit dem Referenzpeak bei 1370 cm™.
Die grosste Schadigung fand in einer Tiefe
von 0.4 mm statt, da die Druckspannungen
unterhalb der Artikulationsflache am gréss-
ten sind.

Beispiel 2: Unbekannte Fasern auf der
Oberflache eines Implantats wurden mit
dem FT-IR-Mikroskop als Nylon identifiziert
(Polyamid 66, Bild 3). Damit konnte deren
Herkunft bestimmt und das Problem der
Kontamination gelést werden.
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Bild 2: Oxidationsindex-Tiefenprofil, gemessen an
einem Explantat aus UHMWEPE.
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Bild 3: Bild mit Messfldche und FTIR-Spektrum einer Polymerfaser aus Nylon.
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FT-IR-Mikroskop Bruker LUMOS

Analyseméglichkeiten:

® PMI-Analyse (Positive Materiali-
dentifikation) organischer Mate-
rialien (Festkarper, Pulver, Flis-

sigkeiten) nach ASTM F1252.

Untersuchung von Schichtstruk-
turen, wie Verpackungen, Po-
lymerlaminate, Farb- und Lack-
splitter.

Identifikation  kleinster orga-
nischer Partikel, Fasern oder
Verunreinigungen auf Oberfla-
chen.

Quantitative Komponentenana-
lyse von organischen Substan-
zen.

® Oxidations- und Transvinylin-
dexbestimmung nach ASTM
F2102 / F2381.

Besprechen Sie lhre Frage-
stellungen mit uns! Wir be-
raten Sie gerne.

Kontakt fir FT-IR-Analysen:

Fabrizio Bigolin
Telefon +41 32 644 20 23

fabrizio.bigolin@rms-foundation.ch

Weitere Informationen sowie
unseren Dienstleistungskatalog
finden Sie auf unserer Website.

Die RMS Foundation ist ein nach
ISO 9001 zertifiziertes und 1ISO/
[EC 17025 akkreditiertes Priifla-
bor Typ C.

Schreiben Sie sich in die
Versandliste ein und le-
sen Sie weitere Newslet-
ter zu anderen Themen.
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